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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE —

Partie 2-3: Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance
et de la résistivité des matériaux planaires solides destinés
a éviter les charges électrostatiques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mongdiale de normalisationncomposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de a | a\pouy’ objet de
favoriser la cooperauon internationale pour toutes les questions de 3 aines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes ipternationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desgu ional/intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouv: : s>et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La étroitement’ avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixgé ccord entre les detix organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les que reptésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étud omités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’'étude

3) Les documents produits se présentent sous la\forme de\recomman internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports\te ique i agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internati ités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure p i 3 s Anternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. ormende la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée .

5) arquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand

6) L’attention est a ¢léments de la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits § Qu de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pa oirVdentifi droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
101/71/FDIS 101/79/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS —

Part 2-3: Methods of test for determining the resistance
and resistivity of solid planar materials used
to avoid electrostatic charge accumulation

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory work International, governmental and non
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora
for Standardization (ISO) in accordance with conditions/determi
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on
mternauonal consensus of op|n|on on the rele

3) The documents produced have the form of reeom
of standards, technical specifications, techni
Committees in that sense.

4) In order to promote internati
divergence between the IEGC
indicated in the latter.

5) The IEC provides no markl gp oedur to i
equipment declar, i

6) Attention is draw
of patent rights. The

International
Electrostatic

The text o pased on the following documents:
FDIS Report on voting
101/71/FDIS 101/79/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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INTRODUCTION

Les mesures des résistances et les calculs afférents des résistivités font partie des objectifs
fondamentaux des techniques de mesure électrique de méme que les mesures de tension et
de courant.

La résistivité est la caractéristique électrique qui a la plage la plus large; elle s'étend sur
guelque trente ordres d'amplitude, du métal le plus conducteur aux isolateurs presque parfaits.

La base est la loi Ohm, et elle est valable pour le courant continu et les valeurs instantanées
du courant alternatif dans les conducteurs par électrons (métaux, carbong .). Les valeurs

et internationales traitant de mesures de résistance des ariaux \sohldes\ exigent
normalement I'application de courant continu.

P

La plupart des matériaux non métalliques, tels que le sés parmi les
polymeéres et les conducteurs d'ions. Le transport de chargg dant de l'intensité
du champ électrique appliquée pendant la mesure. Hg C 3 esure, il existe un

; eriel, indiqué par une
décroissance asymptotique du courant de mesure 2t qui est la cause d'un
changement apparent de la résistance. Si ) ffet, il est recommandé de

tension définie, en utilisant la polarité ourant/de mesure et en établissant
la moyenne des deux valeurs obtenues.
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INTRODUCTION

Measurements of resistances and related calculations of resistivities belong to the fundamental
objectives of electrical measuring techniques along with measurements of voltage and current.

Resistivity is the electrical characteristic having the widest range, extending over some thirty
orders of magnitude from the most conductive metal to almost perfect insulators.

The basis is Ohm's law and is valid for d.c. current and instantaneous values of a.c. current in
electron conductors (metals, carbon, etc.). Values of resistance measurements using a.c.
current can be influenced by capacitive/inductive reactance, depending on equency. Thus,
existing national and international standards dealing with resistance wents of solid
materials normally require the application of d.c. current.

transport of charges can be dependent upon the applied ele i ength during the
measurement. Beside the measuring current, there exists at polarizes
and/or electrostatically charges the material, indicated symptotic decay of the
measuring current with time and causing an appare F in™ If this effect is
observed, it will be advisable to repeat the me 9 i ately after a definite

electrification time has elapsed using the reverse i measuring current and
averaging both obtained values.

O
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ELECTROSTATIQUE —
Partie 2-3: Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance

et de la résistivité des matériaux planaires solides destinés
a éviter les charges électrostatiques

1 Domaine d'application

104 Q et 1012 Q destinés a éviter les charges électrostatiques.

Elle prend en compte les normes CEI/ISO existantes et autre
fournit aussi des recommandations et des lignes directrices st

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des\dispgsitjon i, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions_vz résehte partie de la CEI 61340.
Pour les références datées < révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parti ante accords fondés sur la présente partie
de la CEI 61340 sont invitées a rec erc Ia possibilité d'appliquer les éditions les plus
recentes des documents Pour les références non datées, la

CEl 60093:1980, M t des ol
superficielle des '
CEIl 60212 rditic Yormales a observer avant et pendant les essais de matériaux

de vapeur

ISO 1853:1998, Caoutchoucs vulcanisés ou thermoplastiques conducteurs et dissipants —
Mesurage de la résistivité

ISO 2951:1974, Elastomeéres vulcanisés — Détermination de la résistance d'isolement

ISO 3915:1981, Plastiques — Mesurage de la résistivité des plastiques conducteurs
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ELECTROSTATICS —
Part 2-3: Methods of test for determining the resistance

and resistivity of solid planar materials used
to avoid electrostatic charge accumulation

1 Scope

This International Standard describes test methods for the determin
resistance and resistivity of solid materials in the range from 104 Q t0
electrostatic charge accumulation.

t he electrical

ed to avoid

It takes account of existing IEC/ISO standards and other pub
recommendations and guidelines on the appropriate method

and gives

2 Normative references

based on this part of IEC 61340 are e
most recent editions of the normative
latest edition of the normative docume

ISO 1853:1998, Conducting and antistatic rubbers — Measurement of resistivity
ISO 2951:1974, Vulcanized rubber — Determination of insulation resistance

ISO 3915:1981, Plastics — Measurement of resistivity of conductive plastics
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3 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61340, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1

résistance transversale ( Q)

rapport d'une tension a courant continu (V) appliquée entre deux électrodes placées sur deux
surfaces (opposées) d'une éprouvette et du courant en régime établi (A) entre deux électrodes

3.2

résistivité transversale ( Qm)
rapport d'une intensité de champ a courant continu (V/m) et de la densité
permanent (A/m2) dans le matériau. En pratique, il est équivalent a la pé
d'un cube de longueur unitaire, ayant des électrodes aux deux surface

du courant en régime

NOTE La résistivité transversale n'est pas une caractéristique appropriée pour les
homogeénes.

3.3

résistance superficielle ( Q)
rapport d'une tension a courant continu (V) appliqué
d'une éprouvette et du courant (A) entre les électrode

odes sur une surface

3.4
résistivité superficielle ( Q)
la résisistivité superficielle est équivalg

3.5

électrode de mes
conducteur de
soumises a la mesurte

C'est pourquoi pesures doivent étre exécutées selon des conditions contrblées. La
sélection des conditions appropriées pour les essais doit étre décidée en fonction du type de
matériau (spécification de produit), de I'application prévue, et sur la base des conditions les
plus sévéres (par exemple, humidité la plus faible) susceptibles d'intervenir a l'usage. Sauf
spécification contraire, les éprouvettes doivent étre conditionnées et mesurées sous le méme
climat.

Le préconditionnement peut étre nécessaire afin d'éliminer les effets de contrainte
apparaissant aprés le procédé de moulage de certains matériaux en plastique ou en tant que
traitement de séchage avant le début de la procédure d'essai. Le préconditionnement doit étre
normalement traité dans un environnement différent.

Les dispositifs adéquats sont les suivants: un dessiccateur dans un four ou une chambre
climatique, de préférence équipés de circulation et d'échange forcés d'air. Pour plus
d'information, se référer a la CEl 60212 et a la CEIl 60260.
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3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 61340, the following definitions apply:

3.1

volume resistance ( Q)

the ratio of a d.c. voltage (V) applied between two electrodes placed on two (opposite) surfaces
of a specimen and the steady-state current (A) between the electrodes

3.2

volume resistivity (  Qm)
the ratio of a d.c. field strength (V/m) and the steady-state current den
material. In practice, it is equivalent to the volume resistance of a cube i
the electrodes at two opposite surfaces

2) within the
ength, having

3.3

surface resistance ( Q)
the ratio of a d.c. voltage (V) applied between two elee
the current (A) between the electrodes

3.4

surface resistivity ( Q)
the surface resistivity is equivalent to
electrodes at two opposite sides

NOTE The Sl unit of surface resistivi

3.5
measuring electrode
a conductor of d

measured

The electros
relative hami

For this reason,_ measurements shall be performed under controlled conditions. The selection
of the appropriate ditions for testing shall be decided according to the type of material
(product specification) and the intended application, based on the most severe conditions (e.g.
lowest humidity) expected to occur during usage. Specimens shall be conditioned and
measured in the same climate, if not specified differently.

Preconditioning can be necessary in order to eliminate the effects of stress appearing after the
moulding process of some plastic materials or as a drying treatment before the test procedure
starts. The preconditioning shall normally be handled in a different environment.

Adequate devices are a desiccator in an oven or a climate chamber preferably equipped with
forced circulation and interchange of air. Additional guidance may be taken from IEC 60212
and IEC 60260.
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5 Sélection de la méthode d'essai

La procédure suivante doit étre utilisée en vue de la sélection de la méthode d'essai:

a) si la gamme de la résistance électrique d'un matériau est connue, utiliser alors l'article
applicable, ou figure la liste des normes appropriées ou bien la description des méthodes;

b) pour un matériau de résistivité initialement non connue, commencer les mesures en
utilisant les méthodes pour matériaux conducteurs conformément a l'article 6.

Si la mesure n'est pas possible ou si le résultat obtenu excede la gamme donnée pour
I'application de la méthode d'essai, elle doit étre considérée comme inadéquate et le résultat
ne doit pas étre pris en compte. La mesure doit étre renouvelée selon l'article 8 pour les
matériaux statiques dissipatifs. Si la situation décrite ci-dessus se prod de nouveau, la
mesure doit étre renouvelée selon l'article 7 pour les matériaux isolants.

6 Mesures de la résistance des matériaux conducteurs solide

La résistance des matériaux conducteurs solides (non/n it &re mesurée
conformément a I''SO 3915 pour les plastiques, ou a I'lSO

Pour les matériaux hautement conducteurs, les rési

écessitent la méthode
d'une mesure quadripolaire, afin d'éviter la distril i

ellennon [linéaire sur I'éprouvette.
6 travers I'éprouvette, ou plus

injecté
portant du matériau.

La résistance des matén étre mesurée selon la CEI 60093, la

CEI 60167 pour les plas

Pour les matéri@a ‘ stance le long de la surface peut étre inférieure
comparée a la istane

contaminants tels gtie I'e peut exister une corrélation fonctionnelle non linéaire
entre la tension cappliquéesetMe courant conduit. De ce fait, la résistance superficielle et
transversale d S i s“solides est mesurée de fagcon conventionnelle dans des
conditions spéci ent 500 V et 1 min d'application de tension) avec des

comportement d prouvette a l'essai et ne doivent pas étre appliquées. L'utilisation
d'élastomére conduCteur comme matériau de contact, au contraire, est fortement
recommandée.

8 Mesures de résistance de matériaux dissipatifs électrostatiques
(destinés a éviter la charge électrostatique)

La résistance des matériaux utilisés pour éviter la charge électrostatique doit étre mesurée
selon les instructions fournies dans les paragraphes ci-apres.
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